
半導体製造プロセスや完成したデバイスにとって、イオン汚染は腐食、浸食、短絡の原因となる恐れがあるため、大きな懸念です。
イオンクロマトグラフィー（IC）は、半導体業界におけるさまざまなプロセス汚染物質の微量成分と、主要成分を迅速に測定できる効率
的な分析手法です。当社のイオンクロマトグラフィーシステムがどのように活用できるかをご紹介いたします。

当社のイオンクロマトグラフィーシステムを活用した応用事例
半導体製造において問題となる有機溶媒中の微量汚染物質の
測定（応用事例1）
短絡、堆積不良、腐食の原因となる汚染は、製造の各段階にお
いて迅速に特定し、今後の汚染を防止する措置を取れるようにす
る必要があります。

当社のイオンクロマトグラフは以下のメリットがあります。

• 液体クロマトグラフィー（HPLC）で用いられる一般的な有機
溶媒によるダメージはほとんどなし

• 有機溶媒（MeOH, AcCNなど）を直接注入可能

• マトリックス除去法による安定したベースライン

半導体製造プロセスにおける微量分析に貢献する 
イオンクロマトグラフィーメソッド
高い分離性能、確立された手法による高品質な分析結果

分析対象 使用用途

超純水 水に含まれる微量イオンの測定

化学試薬／薬品 溶媒、酸化剤、酸、塩基に含まれる微量イオン、遷移金属の測定

めっき槽 めっき槽の組成、汚染物質の測定

プリント基板、電子部品 プリント基板表面のイオン清浄性の評価、電子部品のイオン汚染の測定

Ion chromatography
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めっき浴の添加剤と副生成物の測定（応用事例2）
さまざまな添加剤が使用されるめっき浴において、添加剤、副
生成物を定量測定することはめっき浴の品質確保に大切です。
イオンクロマトグラフィーを活用することで、以下の測定が行え
ます。

• サイクリックボルタンメトリーストリッピング（CVS）では検
出できない電気化学的に非活性な成分や化合物の検出

• 質量分析計（MS）を検出器として活用することで、選択性向
上による高い感度と正確な定量
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